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padrdo e os valores obtidos analisando estas
mesmas amostras com a curva de calibracio

Fig. 3: Teste da curva de calibracdo obtida. Os mesmos acima.

padroes foram analisados utilizando a curva acima e os valores
obtidos comparados as concentracOes tabeladas. O teste mostra
uma boa precisdo do método, com os valores praticamente se
sobrepondo.

4. Fluxograma das atividades empregadas para
a preparagdo de amostras para andlise com XRF
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2. Objetivos

Construir curvas de calibracao que possibilitem
analises precisas utilizando técnicas com aplicacao da
XRF, analisar amostras de um perfil de alteracao de
uma area onde ocorrem rochas fosfaticas.
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Fig. 4: Diagrama Passo-a-passo de preparacdo de amostras para analise no método XRF. As
amostras podem ser preparadas tanto pelo método de amostras fundidas, onde aumenta a
precisdao do método, quanto pelo metodo de amostras prensadas, 0 que permite a analise de
elementos menores.

3. Metodologia

Para construir as curvas de calibracao, foram
utilizadas 10 padrOes de rocha cujas composi¢oes
eram previamente conhecidas. Estas foram analisadas
utilizando a XRF e os valores obtidos foram
eguacionados junto com as proporcoes de cada
elemento presente em cada amostra, criando uma
curva de calibracao para cada elemento a ser
analisado.
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